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На рис. 3 представлены спектры КРС кремния и твердого раствора Si1 – xGex при х = 0,006. Видно, что 
в спектрах чистого кремния наблюдаются полосы, связанные с колебаниями связи Si — H [6], в то же 
время в спектрах твердого раствора Si1 – xGex их нельзя четко выделить на уровне шума. В образцах 
с большим содержанием германия отмечается аналогичная картина. Можно предположить, что атомы 
германия в твердом растворе препятствуют образованию связей Si — H, однако данное предположение 
требует дальнейшего изучения.

На рис. 4 представлены спектры, демонстрирующие положение пика КРС твердых растворов Si1 – xGex 
в зависимости от содержания германия. 

Рис. 3. Спектры КРС кремния (1)  
и твердого раствора Si1 – xGex при х = 0,006 (2)

Fig. 3. Raman spectra of silicon (1) 
and the Si1 – xGex solid solution at х = 0.006 (2)

Рис. 4. Положение пика КРС твердых растворов Si1 – xGex  
в зависимости от содержания германия  

(1 – при х = 0,3; 2 – при х = 0,12; 3 – при х = 0,08; 4 – при х = 0,029; 5 – при х = 0,006).  
Сплошные линии соответствуют аппроксимации функцией Лоренца

Fig. 4. Position of the Raman peak of the Si1 – xGex solid solutions 
depending on the germanium content 

(1 – at х = 0.3; 2 – at х = 0.12; 3 – at х = 0.08; 4 – at х = 0.029; 5 – at х = 0.006). 
Solid lines correspond to the approximation by the Lorentz function


